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ANALISE DE RESOLUCAO DE DADOS DE EMAP EM
ESTRUTURAS BIDIMENSIONALIS.

Cicero Roberto Teixeira Régis & Luiz Rijo

Neste trabalho. fazemos uma analise do método EMAP (ElectroMagnetic Array
Profiling). usando dados gerados por um programa que desenvolvemos para 51-
mular perfis de EMAP sujcitos a forte influcneia de efcitos estaticos (“static shift™).
A claboragio do programa para filtragem dos cfeitos cstaticos foi bascada na teo-
ria do método EMAP, que trabalha com um processo iterativo para determinagio
da abertura de jancla, ¢ que tem um bom desempenho, executando em um tempo
muito curto o que ¢ uma caracteristica do método. Para analisar o poder de resolu-
¢iio do método, nés usamos modelos bidimensionais, O poder de resolugdo do
método ndo ¢ muito melhorado em relagiio ao método magnetotelirico tradicional
¢ o scu maior beneficio ¢ na remogio de cfeitos estaticos, em que o método ¢
muito eficiente. em contraste com o método magnetotelurico.

Palavras-chave: Método magnetotelirico; EMAP: Modelamento numérico,

RESOLUTION OF EMAP DATA IN BI-DIMENSIONAL STRUCTURES - We
perform an analysis of the EMAP (IlectroMagnetic Arrvay Profiling) method using
data generated by a finite element code that simulates an KMAP sounding with
very strong static shifi. To perform the filtering of the data we constructed a code,
hased on the published theory of the EMAP method, that works with the iterative
process for finding the adequate window width in a very fast way, which is a
characteristic of the EMAP method, with good results. Using two-dimensional
models, we study the resolution of the method, which we found not to be very high,
making it 1o be more adequate for the study of large structures. The grealest
applicability of the method is in removing static distortions, in which it is very
effective, in contrast with the Magnetotelluric method,
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6 Dados de EMAP em Estruturag Bidimensionais

INTRODUCAO

O método magnetotelirico (MT) ¢ conhecido des-
de a década de 1950. Neste método sio medidas as com-
ponentes elétrica ¢ magnética do campo cletromagnéti-
co natural. A componenie clétrica ¢ medida através de
um arranjo de dois dipolos clétricos dispostos de ma-
neira a scparar o campo clétrico (E) em duas compo-
nentes horizontais perpendiculares. A componente mag-
nética ¢ medida com trés bobinas, duas horizontais ¢
uma vertical, de modo que o campo magnético (H) scja
decomposto cm (rés componentes perpendicularcs. As
componentes horizontais dos campos clétrico ¢ magné-
tico podem ser agrupadas de modo a formar um tensor
de impedincia,

Este arranjo para as medidas dos campos ¢ chamado
sondagem MT de cinco componentes, Por muilos anos tem
sido o método mais usado para coletar dados MT, em pro-
blemas de exploragio.

Entretanto, este método estd sujeito a um problema
que ¢ comum aos métodos cletromagnéticos: as distorgdes
do campo cletromagnético devido a presenga de
heterogencidades proximas da superficie ou a topogra-
fia, conhecidas como distorgdes estiticas, Estas
distorgoes provocam deslocamentos nas curvas de
resistividade aparente do método MT, para cima ou para
baixo, superestimando ou subestimando a resistividade
da subsuperficie,

Um método recenie criado para eliminar o efeito das
distorcoes cstiticas ¢ o EMAP (Eleetro-Magnetic Array
Profiling) que usa um arranjo de ¢letrodos diferente das
sondagens MT tradicicnais (Bostick, 1986), No EMAP
as medidas do campo clétrico siio feitas em uma série de
dipolos dispostos em uma linha continua, como ¢ mostra-
do na Fig. 1. As medidas do campo magnético sio feitas
simultancamente, relacionando-se varias medidas de cam-
po clétrico a uma mesma medida de campo magnético.
Com os dados coletados desta mancira, ¢ aplicado um fil-
tro espacial dependente da freqiiéncia para eliminar gran-
de parte das distorges estiticas,

Neste trabalho, apresentamos os resultados que obti-
Vemos com um programa que desenvolvemos, com base na
teoria publicada sobre 0o EMAP, principalmente em Torres-
Verdin & Bostick (1992a, 1992b), para filtrar distorgocs
estiticas em dados coletados com dipolos continuos, o qual
foi aplicado em dados gerados a partir de modelos sintéti-
cos bidimensionais. Modelamos aqui sempre o modo TM,
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que ¢ o que apresenta o cleito das distorgdes estiticas. de-
vido 4 descontinuidade do campo elétrico nas interfaces dos
corpos bidimensionais.

ESTACAO DE
REFERENCIA
MAGHETICA
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Y

Figura 1 - Arranjo para aquisigio dos dados do metodo
EMAP. (Torres-Verdin & Bostick, 1992b)

Figure 1 - Iield set up of the EMAP method. (Torres-Verdin
& Bostick, 1992h)

0O EMAP

O filtro do EMAP surge a partir da aplicagiio. para o
cileulo dos campos magnetoteliricos, da aproximagio de
Born, na qual a resposta dos campos EM ¢ lincarizada em
relagiio ds resistividades na subsuperficic,

Sendo os campos primarios, para o semi-cspago ho-
mogénco, dados por 7 (z)) = [ e %% TeHr (z,) = H e o]
(onde [ ¢ /1, siio os valores dos campos na superficic
(z=0), k ¢ o nimero de onda do meio ¢ z, ¢ a distdncia até
a superficie), e empregando a aproximagio de Born para o
campo elétrico, as componentes do campo clétrico secun-
dario siio dadas por

Igry= /y G, (rr)Ac(r)lie*odr, (D
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onde a fungio (’ij( ry, 1) representa a componente j-¢sima
(/ = x, v, ) do campo clétrico devido a um dipolo
infinitesimal centrado em r, ¢ orientado na diregio do
cixo x ¢ Ag representa o contraste de condutividade en-
{rc o mcio encaixante (semi-cspago homogéneo) ¢ a
heterogencidade que gera o campo secundirio.

Ac

Fazemos G = ~_

n Ao e CRPL [ I
o, cm que , ¢ a condutividade do

semi=-cspago, ¢ definimos a fungio
- - ] a-1k#
AJ (£,rg) = 9,011, )e"™, (2)

Aplicamos a transformada de Fourier bidimensional
de /2. K ¢ © do dominio (x, v, z,) para o dominio (§, 1, ).
definindo

(& m) = 24 (x. v, 0)],
K& nz)= 21K, (x. v, 2)I,
fJ{E_‘. . --’“) = /i o (x, V. ::))l-

Assim, a transformada da Eq. (1) ¢ dada por:

e (&M ” .
_{(E‘:-_)_ = J-u P(Em mn, ‘:ﬁ) AJ (E-*‘ L )d:,’“, ()
“0

A forma da lungiio de transferéncia KJ (£,1,z,). assim
como da correspondente para o campo magnético ¢ deriva-
da em detalhes em Torres-Verdin & Bostick (1992a), a par-
tir da decomposicio cm ondas planas dos campos cletro-
magnéticos de um dipolo clétrico. A fungdo de transferén-
cia para o campo clétrico tem a seguinte forma, no caso 2D
¢ modo TM:

Ki(m'&hzn)z(-’U)HG”-F&)“).JEE (s k)70 N

emque ¢ — — i fimus. +E +n°
que;{ :\/zmpco+¢ +n°.

O primeiro termo da soma na equagio acima varia
conforme a freqiiéneia, ¢ ¢ chamado de termo indutivo. Este
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termo tende a zero com a freqiiéncia. O segundo termo da
soma ¢ chamado lermo estitico ¢ ndo depende da freqiién-
cia, assim, a cquagio tende para um valor constante confor-
me a [reqiiéneia vai diminuindo. Este termo ¢ responsavel
pela distorgiio cstatica nos levantamentos magnetoteliricos,

Note que o termo estitico produz uma amplitude mai-
or do que o termo indutivo, para uma mesma freqiiéncia,
quando (emos

E=wpo, (5)

Assim, para suprimir os cleitos estiticos, devemos eli-
minar a influéneia do termo estatico, filtrando os numeros

de onda acima do valor EJ = \fc—opcn com um filtro passa
baixa aplicado sobre os valores do campo clétrico medidos
na superficie.

Para aplicar um [iltro adequadamente, o EMAP utiliza
uma técnica de coleta dos dados em uma linha continua de
dipolos, de mancira que as medidas de campo clétrico se-
jam igualmente cspagadas ¢ obtidas ao mesmo tempo. Para
o calculo das impedéncias, as medidas de campo magnéti-
cos siio feitas cm um ou mais pontos na area em csiudo ¢
todas as medidas de campo elétricos sio relacionadas ape-
nas a uma medida do campo magnético.

O filtro usado no EMAP ¢ a jancla de Hanning na for-
ma discretizada, Entretanto, para cada ponto da linha de
dipolos ¢ para cada [reqiiéneia, precisamos de um valor
adequado para a abertura da jancla do filtro, que ¢ inversa-
mente proporcional ao nimero de onda de corte. Para csco-
Iher este valor de abertura da jancla, verifica-se que o ni-
mero de onda de corte ¢ igual a profundidade de penetragio
de Bostick, definida como (Torres-Verdin & Bostick,
1992a):

L i
z,(xw)= Z)E_\"'{.\'v(x ), (©)
0

onde Z_ ¢ uma componente do tensor de impedincia,
Como a abertura da jancla (W) do filtro ¢ inversamente
proporcional ao nimero de onda de corte. podemos cs-
crever:

H(x.m) = c':“(.\'.m)‘ (7



8 Dados de EMAR em Estruturas Bidimensionans

Na equagio acima. ¢ ¢ uma constanic arbitraria, usada
para controlar um processo iterativo de cscolha da jancla
adequada para cada [reqiiéneia ¢ cada posi¢do na linha de
dipolos. Este processo iterativo ¢ nceessario ja que as
impedincias cstio contaminadas pelo clcito estatico ¢ niio
podemos determinar W apenas a partir da Eq, (7). As cta-
pas do processo ilerativo sio as scguintes:

1 - Escolhe-se um valor inicial de W;

2 - iltram-se as impedincias usando o filtro com o valor
inicial da jancla;

3 - caleula-sc um valor de z, com as impeddncias filtradas c.
usiando a Eq. (7). determina-sc um novo valor para W,

Estes passos sio repetidos até que haja convergéncia
para um valor de jancla que satisfaga a Eq. (7). Detalhes
sobre cste processo iterativo, bem como sobre sua
implementagiio podem ser encontrados em Régis (1994),

O EMAP tem se mostrado bastante cficaz para remover
os cleitos estditicos em virios modelos (Torres-Verdin &
Bostick, 1992b). Neste trabalho. aplicamos o EMAP ¢m da-
dos de modelos 2D, gerados com um algoritmo de clementos
finitos (Rijo, 1977. 1982). nos quais cstio presentes forles
distorgoes estiticas provocadas por corpos allorantes.

METODO DE ANALISE

Inicialmente. investigamos o poder de resolugio late-
ral do método EMAP através de modificagoes de um mo-
delo bisico que ¢ uma adaptagio de Torres-Verdin & Bostick
(1992b). A Fig. 2 mostra o modelo inicial a partir do qual
foi fcito o estudo. O objetivo ¢ estudar a distorgio provocada
pela presenga dos corpos condutores na camada superior,
sobre a determinagio da profundidade do embasamento,
Tentamos ainda obter uma boa definigio dos dois corpos
HIs] IC\"']IIIEIITICHIO.
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Figura 2 - Modelo 1,

Figure 2 - Model |1,
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A resolugio do método depende de varios fatores. Po-
demos citar os scguinies:

+ O comprimento dos dipolos usados para a colcta dos
dados. Dipolos maiores proporcionam maior prole-
¢iio contra cleitos estiticos, mas perdem resolugio
lateral ¢ vice-versa. Para nossas simulagdes usamos
dipolos de 100 m de comprimento, os quais sio mui-
lo afctados pelos cleitos dos corpos allorantes, de 200
mde largura;

* O tamanho da linha de dipolos, No nosso caso. simula-
mos uma linha de 4 km de extensio, suliciente para co-
brir totalmente os corpos;

« Ovalor da constante ¢. O valor de ¢ tem grande influén-
cia sobre a resolugio do EMAP, pois esta constanic con-
trola a convergéncia do processo de cscolha da jancla.
Para gerar as Niguras apresentadas aqui, filtramos cada
modclo com diferentes valores de ¢ ¢ escolhemos sempre
o caso de melhor resultado, ou seja, aquele cm que a pro-
[undidade ¢ a estrutura plana do embasamento sio bem
determinadas, ¢ no qual os corpos sio melhor discrimi-
nados. No caso de dados reais, devemos procurar levar
em conta toda informagio disponivel sobre a drea cm cs-
tudo, além dos dados de EMAP, para decidir qual o valor
de ¢ que lornece o resultado mais cocrente com a geolo-
gia do local,

* O tamanho ¢ a prolundidade dos corpos. Neste estudo,
comegamos com corpos de 800 m de largura ¢ 700 m de
espessura, localizados 400 mabaixo da superficic, os quais
sio bem detectados pelo método, ¢ diminuimos gradual-
mente esta largura at¢ o limite onde os corpos niio sio
mais detectados;

* O contraste de resistividade entre os corpos ¢ o mcio
encaixante. Comegamos o cstudo com um contraste rela-
livamente alto ¢ diminuimos até os corpos nio screm mais
detcctados.

O passo scguinte ¢ acrescentar fontes de distorgdcs
cstéiticas superficiais, simulando um manto de intemperismo,
¢ novamenle tentar identificar os corpos ¢ o topo do
cmbasamento.

Em seguida, investigamos a capacidade do método em
detectar camadas, marcando suas profundidades ¢ espessu-
ras, através de dois modelos simples nos quais uma camada
s interpde em um meio homogéneo sujeito ao mesmo manto
de intemperismo que os modelos anteriores.

Por fim, estudamos o modelo de um dique que corta
uma estrutura de camadas a fim de verificar a influéncia de
um corpo grande enire varias camadas.
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RESULTADOS

Nas liguras a scguir cstio mostrados os modelos usa-
dos para simular os levantamentos de EMAP ¢ os resulta-
dos destas simulagdes e da aplicagio do filtro aos dados
gerados. Notemos que, em todos os modelos apresentados
aqui. foram simuladas linhas compostas por quarenta dipolos
de 100 metros cada, com medidas [eitas em 31 [reqiiéncias
diferentes, variando logaritimicamente entre 107 ¢ 10* Hz,
Para todos os modclos, o programa para filtragem dos da-
dos demorou em torno de 3 segundos para processar as 40
posigocs da linha para cada uma das 31 freqiiéncias, rodan-
do em uma estagio [BM RISC/6000, modelo 560,

Para obicr as scgdes de resistividade aparente versus
profundidade, aplicamos a inversio de Bostick para cada
posi¢io da linha de dipolos. Para uma mesma [reqiiéncia,
cm diferentes posiges, a inversio nos fornece profundida-
des diferentes, devido as dilerentes resistividades envolvi-
das. Para a freqiiéneia mais alla, temos a primeira profundi-
dade observada em cada ponto da linha. Em nossas liguras,
s posigoes acima desta primeira profundidade foram dei-
xadas cm branco, dai a aparenie topografia irregular das
scglics apresentadas aqui.,

Na Fig. 3 csta mosirada a se¢io de resistividade apa-
rente versus profundidade para os dados brutos no modelo
da Fig. 2. Notamos que os dados do embasamento sio com-
pletamente distorcidos pelos cleitos estaticos provocados
pelos corpos na camada superior, dando a impressio de uma
estrutura domica. Apos a filtragem ¢ inversio dos dados
obtemos o resultado mostrado na Fig, 4, Notamos que o
embasamento ji ¢ bem determinado, sem distorgdes, além
do que, a presenga dos corpos ¢ bem detectada, sendo cor-
retamente marcadas as profundidades do modclo,

Modslo |
Dadou Hdo filtrados
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FU IR ' 04 I " o

o
(iatdncia (km)

Figura 3 - Scgilo de resistividade aparente versus prolun-
didade para os dados nio filtrados do modeclo 1.

Figure 3 - Apparent resistivity section for model 1.
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Figura 4 - Scgio de resistividade aparcnie versus profun-
didade para as impedancias filtradas c feita a inversio de
Bostick, para o modelo 1 (e = 2).

Figure 4 - Apparent resistivity section for filtered and

inverted data of model | (¢ 2).

A seguir, acrescentamos ao modelo anierior uma s¢-
ric de corpos afloranics com resistividades ¢ profundi-
dadcs varidveis, simulando um manto de intemperismo,
que provoca cleitos estaticos muito fories (Fig. 3). Na
Fig. 6. apresentamos os dados néo [iltrados deste mode-
lo, ¢ verificamos que nfio s¢ pode determinar nenhuma
feigio com clarcza nestes dados. Nem mesmo a estrutu-
ra domica flicticia do embasamento pode ser observada.
Na Fig. 7 temos o resultado da aplicagiio do filtro sobre
cste modelo. Verificamos que a profundidade do
cmbasamento ¢ bem marcada e que a presenga dos dois
corpos ¢ melhor detectada,
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Figura 5 - Modclo 2.

Figure 5 - Model 2.
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Figura 6 - Scgio de resistividade aparente versus profun-
didade para os dados nio filirados do modclo 2,

Figure 6 - Apparent resistivily section for model 2.

Dados I

Res. Ap (Onm-n) |

Fipura 7 - Segio de resistividade aparente versus profun-
didade para as impedincias filtradas ¢ [cila a inversio de
Bostick, para o modelo 2 (¢ = 2).

Figure 7 - Apparent resistivity section for filiered and

inveried data of model 2 (¢ 2),

Notamos que nos dois casos apresentados, a presenga
dos corpos ¢ bem observada, mas as caracteristicas dos
mesmos (Lamanho ¢ resistividade) nio sdo bem determi-
nadas. O EMAP conscgue remover a maior parte das dis-
lor¢Oes cstiticas, mas o poder de resolugio do método ¢
limitado, semelhante aos demais métodos cletromagné-
licos,

Quando os corpos sio diminuidos para uma largura
de 600 m, obtemos o resultado mostrado na Fig, 8. Ji sc
torna muito dificil identilicar a presenga dos corpos. Per-
cebemos que 0 método ji nio tem resolugio sufliciente
para detectar aqueles corpos. apesar do contraste de
resistividade do corpo com o meio encaixante ser consi-

deridvel,
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Figura 8 - Sc¢io de resistividade aparenie versus pro-
fundidadc para as impedincias liltradas c feita a inver-
sdo de Bostick, para o modelo com os corpos de 600
metros (¢ = 1.5).

Figure 8 - Apparent resistivily section for filtered and
inverted data of the modified model |, with bodies 600 m
wide (¢ 1.5).

Para verificar a influéncia do contrasic sobre a reso-
lugio do método variamos a resistividade dos corpos mos-
trados na Fig. 5. mantendo as mesmas dimensocs de lar-
gura. profundidade ¢ espessura ¢ o mesmo modelo
encaixante. Nas Figs. 9 ¢ 10 temos, respectivamente, o0s
resultados obtidos com os corpos com resistividade de 3
Ohm-m, 20 Ohm-m. Verificamos que conforme o contraste
diminui. a resposta dos corpos vai ficando gradualmente
menos clara, sendo que corpos de 20 Ohm-m ji nio sio
percebidos.

120,00
+ 30,00
+50,00
10,00

g |

Figura 9 - Scgio de resistividade aparente versus profun-
didade para as impedincias filtradas ¢ feita a inversio de
Bostick. para o modelo com os corpos com resistividade de
50hm.m (e = 1,5),

Figure 9 - Apparent resistivity section for filtered and
inverted data of the maodified model 1, with hodies of 5
Qb resistivity (¢ = 1.5).
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Figura 10 - Scgio de resistividade aparente versus prolun-
didade para as impedincias filtradas ¢ feita a inversio de
Bostick. para o modelo com os corpos com resistividade de
20 Ohm,m (¢ = 1,5),

Figure 10 - Apparent resistivily section for filtered and
inverted data of the modified model I, with hodies of 20
Ohm.m resistivity (¢ ~ 1.3).

Na Fig. 11 temos um modelo de camada no qual
uma camada condutiva de 10 Ohm.m sc interpde em
um meio resistivo sujeito a um manto de intemperismo.
0s dados ndo filtrados sdo mostrados na Fig, 12, Na
Fig. 13 temos o resultado da aplicagio do filiro neste
modelo. Podemos pereeber que a profundidade ¢ a cs-
pessura da camada sdo bem determinadas, De modo
semelhante, temos um modelo no qual uma camada
resistiva sc interpde em um meio condutivo (Figs. 14,
15 ¢ 16); mais uma vez percebemos que a camada ¢
bem detectada pelo método apos a aplicagiio do proces-
so de filtragem.

log [PROFUNDIDADE )

100 NL.m
2 -5 -1 05 0 @5 | 15 2
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Figura 11 - Modclo 3.

Figure 11 - Model 3.
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Figura 12 - Scgilo de resistividade aparente versus profun-
didade para os dados nio liltrados do modclo 3.

Figure 12 - Apparent resistivity section for model 3.
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Figura 13 - Scgiio de resistividade aparente versus profun-
didade para as impedincias filtradas ¢ feita a inversio de
Bostick, para o modelo 3 (¢ = 4).

Figure 13 - Apparent resistivity section for filtered and
inverted data of model 3 (¢ 4).
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Figura 14 - Modelo 4.
Figure 14 - Model 4.
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Figura 15 - Scgio de resistividade aparente versus profun-
didade para os dados nio filtrados do modelo 4.

Figure 15 - Apparent resistivity section for model 4.
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Figura 16 - Sceio de resistividade aparente versus profun-

didade para as impeddincias filtradas ¢ feita a inversio de

Bostick, para o modelo 4 (¢ = 4).

Figure 16 - Apparent resisiivity section for filtered and
inveried data of model 4 (¢ 4).

O tltimo modelo estudado ¢ o de um dique que corta
as camadas a partir do cmbasamento (Figs. 17, 18, 19 ¢ 20),
Neste modelo, o compromisso entre o valor da constanic ¢,
a resolugdo lateral do método ¢ as caracleristicas do mode-
lo ¢ evidenciado de maneira clara. Os dados niio liltrados
mostram a presenga da camada ¢ do dique (Fig, 18): quan-
do filtramos os dados, com ¢=1 vemos que o dique aparcce
cortado como sc losse um corpo isolado acima do
embasamento (Fig. 19); quando filtramos com um valor
maior de ¢, este efcito ¢ ainda mais acentuado, sendo que
notamos diminuir o conirasic entre a camada ¢ o mcio
cncaixante (Fig. 20). Quanto maior o valor da constanie,
maior ¢ a inlluéncia de pontos distantes sobre a média que
¢ feita pelo filtro, assim. para valores maiores de ¢, temos
uma maior homogeneizagiio nos dados lilirados. Estc mes-
mo cleito pode ser observado nos dados do primeiro mode-
lo. para os quais o melhor valor para a constante foi sempre
um valor intermedidrio, variando entre 2 ¢ 3. Neste altimo
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modelo. ao contrario do que ocorre no primeiro, a aplica-
¢io do fliltro, qualquer que scja o valor da constante ¢, len-
de a diminuir a resolugio da resposta,

10 0. m|
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Figura 17 - Modclo 5.
Figure 17 - Model 5
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Figura 18 - Scgio de resistividade aparenie versus prolun-
didade para os dados nio [iltrados do modclo 3.

Figure 18 - Apparent resistivily section for model 5.
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Figura 19 - Scgio de resistividade aparente versus profun-
didade para as impedincias [iliradas ¢ [cita a inversio de
Bostick, para o modcelo 5 (¢ = 1),

Figure 19 - Apparent resistivity section for filteved and
inveried data of model 5 (¢ 1),
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Dados fiiirades & invarlidas do modslo & (c=3)
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Figura 20 - Scgiio de resistividade aparente versus profun-
didade para as impeddincias filtradas ¢ [eita a inversio de
Bostick, para o modelo 5, (¢ = 3)

Figure 20 - Apparent resistivity section for filtered and
inverted data of model 5 (¢ = 3).

CONCLUSAO

O método EMAP sc mosira clicaz para remover dis-
torgécs cstaticas geradas por corpos na superficic ¢ em pro-
fundidade. Podemos observar que a resposta do método ¢
bastante linear em relagiio as variagoes de resistividade na
subsuperficie. Variagtes no tamanho ¢ na resistividade dos
corpos estudados provocam mudangas nas respostas obti-
das proporcionais aquelas variagocs.

A resolugiio dos resultados de filtragem pelo EMAP
depende de escolha judiciosa da constante ¢, que € teorica-
mente arbitraria, Essa constante ¢ um fator multiplicativo
para a largura da jancla do filtro a ser aplicada, sendo as-
sim, sua escolha deve obedecer a0 mesmo compromisso
que existe, para a abertura da jancla, entre remogio dos efci-
Los estaticos ¢ resolugdio lateral, Aberturas grandes de jane-
la proporcionam maior redugiio dos cfeitos estiticos, mas,
por outro lado, quanto maior for a largura da jancla menor
scra a resolugio lateral do método.

O EMAP niio melhora significativamente a resolu-
¢do em relagio ao método magnetotelarico classico, a
exemplo dos métodos cletromagnéticos tradicionais, Pelo
que podemos ver aqui, 0 EMAP pode ser muito eficaz na
investigagio de grandes estruturas ¢ o seu maior benefi-
cio ¢ na remogiio dos cltitos estiticos, em que o método ¢
muito eliciente, em contraste com o método
magnetotelirico.
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We perform an analysis of the EMAP
(EleciroMagnetic Array Profiling) method using data
generated by a finite clement code that simulates an
EMAP sounding with very strong static shift. To perform
the filtering of the data we constructed a code, based on
the published theory of the EMAP method. that works
with the ilerative process for linding the adequate window
width in a very fast way, which is a characteristic of the
EMAP method, with good results. Using two-dimensional
models, we study the resolution of the method, which we
found not to be very high, making it to be more adequate
for the study of large structures. The greatest applicability
of the method is in removing static distortions, in which
it is very effective, in contrast with the Magnctoielluric
method.

In the first part of this paper we make an overview
on the theory of the EMAP method and on the iteractive
process used 1o determine the best window width (for a

Resolution of EMAP Data in Bi-dimensional Structures

Hanning window [ilter) for cach frequency and position
on the EMAP line.

Then we analize the performance of the filter in three
different model types. In the first model we show that the
presence of anomalous bodics inside a two layer carth can
deform the response of the basement layer and we try to de-
termine the correct basement responsc as well as the position
and depth of the bodies, with and without an overburden
layer that completely distorts the model responsces,

Next we try to determine the correct position of a
layer in a three layer model with very strong static
distortion due to an overburden. We do this for a
conductive layer inside a resistive environment and for a
resistive layer inside a conductive environment.

Finally we show that the filtering process can deform
the response of a clean (without static shift) model. creating
awrong image from an otherwise good resistivity scciion,
This is done in a model ol a dike in a three layer carth,
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